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TITULO: Curso basico de microscopla electrénica de barrido

ANO: 2019 [CUATRIMESTRE: 2°  |[N° DE CREDITOS: n.c. |[VIGENCIA: 3 afios

CARGA HORARIA: 20 horas de teoria y 20 horas de practica.

CARRERA/S: no corresponde

{FUNDAMENTOS

El principal fundamento es preparar en esta técnica a potenciales usuarios y a operadores de
SEM que estén trabajando en otros aboratorios del pais.

OBJETIVOS

Realizar una introduceion sobre el manejo de la técnica de Microscopia Electrdnica de Barrido
y sus posibilidades para la caracterizacion de materiales. Adquirir familiaridad y la confianza
necesaria para abordar la solucién de problemas en su trabajo de investigacion,

PROGRAMA

Cronograma de tedricos: de lunes a viernes, todas las mafianas de 9 a 13 hs.

Unidad 1:

Microscopio electronico de barrido. Introduccién a la microscopfa electronica de barrido.
Instrumentos y diferentes técnicas: SEM, STEM y TEM. Microscaopio electronico de barrido de
alto vacio (SEM), de bajo vacfo (LV-SEM) y ambiental (ESEM). Caracteristicas. Optica
electronica: Fuente de electrones (fllamento de W, de LaB6 y de emision de campo, FEG:
cafién Schottky y catodo frfo). Lentes electromagnéticas: propiedades, aberraciones.
Resolucién y profundidad de campo. Magnificacién.

Unidad 2:

Interaccion de electrones con la materia. Dispersiones elésticas e inelésticas. Rango de
penetracion y distribucion espacial de los electrones del haz primario. Relacién entre el
volumen de interaccion y los parametros energia incidente, nimero atdémico de la muestra y
geometria. Electrones secundarios, retrodifundidos y Auger. Rayos X caracteristicos y del
continuo. Rango y resolucion espacial de las diferentes sefiales emergentes.

Unidad 3:
Detectores de electrones. Detector de electrones secundarios: Detector Everhart-Thornley
(ET). Detector de electrones retrodispersados; Detector de estado sélido de Si SDD.

Unidad 4:

Formacién e interpretacion de imagenes. Contraste de electrones secundarios (SE). de
electrones retrodifundidos (BSE) y de corriente de espécimen (SC). Contraste por difraccion
de electrones retrodifundidos (BESD). Interpretacién del contraste topogréafico por analogia
con muestras rugosas iluminadas con luz. Efectos de penetracién del haz de electrones en las
imagenes. Otros tipos de contraste y su aplicacion a la ciencia de materiales.
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Unidad 5:
Preparacion de muestras conductoras, no conductoras, biolégicas, poliméricas, hidratadas.
Métodos de deshidratacion, fijacion y cubiertas conductoras. Daflo de las muestras durante la

preparacion, observacion o analisis,

Unidad 6:
Andlisis de elementos: Analisis cualitativo. Sustraccion de fondo. Intensidad de la iinea

caracter{stica.

Unidad 7:
Estrategias de medicion. Errores (estadisticos, instrumentales, preparacion de muestras, etc).

Minimo limite de deteccion. Eleccion de condiciones de excitacién, parametros instrumentales
y patrones. Estrategias de medicion para diferentes tipos de muestras. Homogeneidad de la
muestra. Contaminacion por carbono. Dafios por radiacion. Espesor y tipo de metalizado.

PRACTICAS

Cronograma de practicos: de {unes a viernes, todas las tardes de 14 a 18 hs.

Trahajos Préacticos y cronograma de los mismos: Uso de PC con software especifico, donde
los participantes adquiriran una formacién minima en simulacion Monte Carlo, y uso de un
microscopio de barrido. Préactica de preparacién de las muestras. Practicas en el microscopio
FEG SEM. adquisicidn de imagenes de muestras que traerédn los alumnos, en diferentes
condiciones. Caracterizacion de las mismas

Utilizando software de Monte Carlo obtener la variacion del Rango con la tension y la
densidad.

Caracterizacion cualitativa de una muestra cualquiera.

Uso del médulo STEM, imagenes de campo ¢laro y campo oscuro
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Springer Series in Optical Sciences. Springer-Verlag Berlin Heidelber, 1985,
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MODALIDAD DE EVALUACION

Podran presentarse a la evaluacion todos los alumnos gue hayan presentado el informe de los
trabajos practicos, Cada alumno dehera resolver un examen individual.

REQUERIMIENTOS PARA EL CURSADO

Ser egresado universitario de fisica, geologia, arqueologfa, ingenieria, biologia, quimica,
odontologia, agronomia u otra carrera que hecesite de esta técnica para llevar a cabo trabajos
de investigacion.




